Leica DISTO™
Mittausperiaate

Etaisyydenmittaus DISTO™ -etaisyysmittarilla
perustuu vaihemittaukseen. Laserdiodi tuot-
taa sykayksittain valoa, jonka aallonpituus ja
taajuus tiedetaan.

Koska kojeen sisaisen referenssivalotien kul-
kemiseen vaadittu aika poikkeaa ulkoiseen mit-
tausmatkaan kuluneesta gjasta, on kohteesta
heijastuneiden, DISTO™:n vastaanottamien va-
losykaysten ja sisaisen referenssivalotien kaut-
ta vastaanotettujen sykaysten valilla vaihe-ero.
Tama vaihe-ero on suoraan verrannollinen ko-
jeen ja kohteen valiseen etaisyyteen.

Vastaanottimet muuttavat optiset signaalit
sahkoisiksi ja (ADC, Analog-Digital-Converter)
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analogi/digitaalimuuttajat kojeen mikrolaski-
messa muuttavat sahkoiset signaalit digitaali-
seen muotoon.

Yhdysrakenteinen mikrolaskin laskee vertailu-
signaalin ja mittaussignaalin vaihe-eron. Jos
vaihe-ero on suurempi kuin 360°, esimerkiksi
410°, niin mikrolaskin laskisi etaisyydeksi 50°:n
eroa vastaavan arvon. Tallaisen virheen valtta-
miseksi on lasersykaysten toistotaajuutta
pienennettava ja toinen, ns. karkea taajuus-
mittaus suoritettava. Riippuen siita, miten laa-
ja mittausalue kojeelle on maaritetty, on eri
karkeataajuuksia kaytettava oikean etaisyyden
laskemisessa.
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Kojeen tarkkuus

Vaihe-eron mittaamiseen perustuvan laseretai-
syysmittarin tarkkuus riippuu varahtelijakiteen
tarkkuudesta, lampotilakorjauksesta, taajuus-
syntetisaattorin vaihtelunkorjauksesta, eri sig-
naalipolkujen interferenssista, vastaanotetun
valon signaali-/kohinasuhteesta ja signaalin
vastaanottoajasta mikrolaskimeen.

Tasta viimeisesta seikasta on mainittava, etta
hienomittauksessa (korkeimmalla taajuudella)
lyhyempi vastaanottoaika aiheuttaa muutaman
millimetrin vaihtelun mittausten valilla samaan
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Kohde

kohteeseen. Karkeamittauksessa (alemmalla
tagjuudella) lyhyempi vastaanottoaika saattaa
aiheuttaa satojen millien karkeamittausvirheen.

Vastaanottoaika on siksi huolellisesti sovitetta-
va tarkkuuden suhteen. Kaikissa mahdollisissa
mittausolosuhteissa sellaiset seikat kuin etai-
syys kohteeseen, kohteen pintaominaisuudet
ja taustan valaistus vaikuttavat niin, etta mit-
tausajan on oltava toisaalta mahdollisimman
lyhyt ja toisaalta karkeamittausvirhe on taysin
eliminoitava. Tasta johtuen vaikeissa mittaus-
olosuhteissa lyhyt mittausaika aiheuttaa suu-
remman mittausvirheriskin.
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